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Titulacién: GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIA Y DISENO TEXTIL (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERIA ELECTRONICA INDUSTRIAL Y AUTOMATICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERIA MECANICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERIA QUIMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERIA DE DISENO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2010). (Asignatura
optativa).
GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERIA EN VEHICULOS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2023 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA NURIA SALAN BALLESTEROS

Otros:

METODOLOGIAS DOCENTES

Ver version en inglés

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Ver version en inglés

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 30,0 40.00
Horas aprendizaje auténomo 45,0 60.00

Dedicacién total: 75 h
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CONTENIDOS

titulo castellano

Descripcion:
contenido castellano

Dedicacioén: 25h
Grupo grande/Teoria: 10h
Aprendizaje autonomo: 15h

titulo castellano

Descripcion:
contenido castellano

Dedicacioén: 25h
Grupo grande/Teoria: 10h
Aprendizaje auténomo: 15h

titulo castellano

Descripcion:
contenido castellano

Dedicacioén: 25h
Grupo grande/Teoria: 10h
Aprendizaje autonomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACION

NORMAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

Ver version en inglés
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